LABORATORIUM ATOMOVO-SILOVEJ
MIKROSKOPIE

na oddeleni Konstrukénej keramiky

Mikroskop atomévych sil (AFM), alebo silovy skenova
mikroskop (SFM) je vysokorozliSovaci typ skenovaocie
mikroskopu so snimd@m, s vékogou rozliSenia v
nanometrickej oblasti. To umbidje vedmi presne

rekonStruovd 3D reprezentativny topograficky piaud

skimaného povrchu, a skdfanechanické, elektrické al
magnetické vlastnosti materialov.

Zariadenie:
AFM Dimension ICON, od Veeco Instruments

B

» _
Technicka Specifikacia:
« Motorizované zariadenie pohybujlce sa po osi XY
e Vzorky s max. radiusom 120 mm
e Max. oblasg skenovania 100x100m
« Nizka hl&nog, krycie veko
e Video: 508-4010x

»  Skener - zariadenie pohybujuce sa v troch smeroch.

Meracie Médy:
« Contact mode (also in fluids)
e Tapping mode (amplitude, phase imaging)
« Lateral Force Microscopy (LFM)
e Friction Force
e Force Modulation
e Magnetic FM
» Electric FM, Surface Potential Detection
e Dynamic modulation
* Nanoindentation
e Piezoresponse
e Scanning Tunneling Microscopy
e Peak Force QNM — quantitative nanomechanical
mapping of material properties

Vystup z AFM
vzorky dudy

LABORATORIUM INDENTACIE
na oddeleni Konstrukénej keramiky

InStrumentovana indentacia / nanoindentacia jenikahkde v
priebehu indentmého procesu sa presne zaznamendhba h
preniku a z#azujuca sila ptas procesu razovania a
odlah¥ovania. Potom vieme vygéat tvrdog’, tuhos’, modul
pruznosti afaldie mechanické vlastnosti ako funkcibky.

Zariadenie:
Nanoindentation Hardness Tester — TTX NHT2, od CSM
Instruments

Technicka Specifikacia:
e Programovatiné motorizované zariadenie
pohybujice sa po osi XY (preg.lum)

e ZataZenie 40 nN

e Zariadenie na meranie indentacie od 0.1 do 500 miN
e Dynamicka mechanicka analyza
e Kontinualne Multicyklické mody
 MaAd z&’azenia

Continuous Multicycle Loading — load-penetratiomweuand analysis of depth
profiles of hardness and modulus of elasticity




